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非制冷热像仪内部温升对测温精度的影响修正
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摘要: 随着非制冷型热像仪工作时间的增长，其内部器件、机械结构所积累的热量越来越多，其温升所导致的热辐射势必

会对热像仪的测温精度产生严重影响。因此，要实现热像仪的准确测温，必须对其内部的各温升影响因素进行相应的修

正。本文通过对影响测温精度的镜筒辐射温度、探测器靶面温度以及热像仪工作累积时间三个因素进行评估和建模，并

对其相互关系进行评价，根据数据模型对热像仪辐射测温值进行修正。结果表明，在实验室条件下，经过修正，非制冷型

红外热像仪测温精度可控制在 ± 1 ℃以内，其稳定性可控制在 ± 0. 5 ℃以内。修正后的温度结果基本不受内部温升的影

响，有效的提高了非制冷测温型热像仪的稳定性、可重复性以及测温精度。
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Abstract: With the increase of the operating time of uncooled infrared thermal imager，the internal devices
and mechanical structures accumulate more and more heat，and the thermal radiation caused by the tempera-
ture rise is bound to have serious effects on the accuracy of the thermal imager． Therefore，in order to achieve
accurate temperature measurement of the thermal imager，it is necessary to correct the internal temperature in-
fluencing factors． This paper evaluates and models the three factors that affect the accuracy of temperature
measurement: the barrel radiation temperature，the temperature of the target surface of the detector，and the
cumulative working time of the thermal imager，and evaluates the relationship among them． Finally，the tem-
perature measurement of the thermal imager is corrected according to the data model． The results show that un-



der the laboratory conditions，the temperature accuracy of the uncooled infrared camera can be controlled with-
in ± 1 ℃，and its stability can be controlled within ± 0. 5 ℃ ． The corrected temperature is basically inde-
pendent of the internal temperature rise，thus effectively improves the stability，repeatability，and accuracy of
the temperature measurement of the uncooled thermal imager．
Key words: infrared thermal imager; uncooled; radiation temperature measurement

1 引 言

在利用红外热像仪进行红外辐射测温过程

中，受到红外辐射特性的限制以及本身电特性的

影响。外部环境参数以及探测器本身热特性将发

生改变，这些都对测温精度造成较大影响。因此，

要实现高精度的红外辐射测温，需要分别对影响

测温精度的各主要因素进行逐一建模和系统研

究，以进一步提高红外成像测温系统的测温精度

和环境适应性。影响红外测温精度的因素较多，

大体上可分为外部影响因素和内部影响因素。
外部影响因素包括目标发射率，大气透射率，

环境温度、测试角度等。对于外部因素的影响，可

通过相应的测算软件或数据库获得相应数据后，

带入被测表面真实温度计算公式对热像仪测试结

果进行修正［1-2］。
内部影响因素包括工作温度、镜筒辐射温度、

探测器半导体器件温升作用、开始时间等。各个

影响因素互相关联、互相影响，严重影响了红外测

温设备的测量精度。要对各个影响因素逐一建

模，去除其他因素的影响，难以实现。因此，必须

选取一个或几个有代表性的因素作为探测器灰度

随温度变化的衡量尺度。然后，通过采取一定标

定和修正方法，来予以消除。
综上可知，内部影响因素是影响热像仪实现

高精度测温和标定的主要问题。此外内部影响因

素对测温结果还具有时间累积性，对于同一温度

下的面源黑体，当热像仪处于不同热状态时，往往

导致测温结果差异较大。如果不对内部各影响因

素进行修正，将会使标定结果失去意义。因此，对

各内部影响因素的综合建模和修正，对于测温型

热像仪测温精度的提高具有十分重要的意义。
热像仪的内部温升影响因素的修正方法多为

对单独一个或其中部分因素进行独立研究［3-11］。
现有研究一方面没有对各主要内部影响因素进行

全面评估，存在测温精度修正“短板”，另一方面

没有对各内部影响因素间的相互关系进行评价，

导致修正方法条理不够清晰。鉴于上述情况，本

文对影响热像仪测温精度的各个关键因素进行了

分析和综合评价，并通过分析其相互关系的影响，

给出了相应的修正模型和标定方法。对于测温型

热像仪测温精度和性能的提高，具有一定的工程

意义。此外，文中所述的修正方法对于辐射特性

的准确测量也具有一定的借鉴意义［12-14］。

2 热像仪组成及探测器的选型

测温型热像仪一般由红外光学系统，红外图

像探测器，采集处理电路以及显示控制模块等部

分组成。组成框图如图 1 所示。红外光学系统的

作用是收集辐射，将辐射汇聚到探测器靶面上。
红外图像探测器是将红外辐射转换为电信号的元

件。采集处理电路是对图像探测器转换的电信号

进行采集和处理，并将数据转换为具有温度信息

的红外图像数据，其具有一定的图像处理能力。
显示控制模块用于红外图像数据的显示、分析与

热像仪控制。

图 1 热像仪组成框图

Fig． 1 Block diagram of thermal imager
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对于测温型红外热像仪，清晰成像与获得准

确稳定的测温数据是首要前提。红外图像探测器

是整个系统的核心器件，其性能参数对于系统的

整体指标以及热像仪内部其它组件的选型、光学 /
结构设计都起着决定性的作用。因此，相对于普

通的成像热像仪，测温型红外热像仪在图像探测

器选型过程中，应从以下几个方面考虑:

( a) 测温型红外探测器的首要选型标准是应

具有良好的重复性。若重复性较差，那么温度标

定就变得没有任何意义，无基准可循，测温过程也

就无法实现。
( b) 红外探测器的数据位深决定了系统的测

温精度，也就是最小温差的分辨能力，数据位深越

大，系统对于温度变化的区分能力也就越高。
( c) 测温型热像仪多为便携式设备，功耗与

成本问题也是需要考虑的一个十分重要因素。制

冷型红外探测器虽然测温精度高，但需要加入制

冷装置，不但成本高、重量大、其高额的功耗更严

重限制了其使用范围。
目前，市场上比较容易获得的可用于测温的

面阵非制冷型长波红外探测器主要是美国 FLIＲ
公司的 TAU 系列探测器。其光谱响应波长为 8 ～
13 μm，最大有效像元分辨率为 640 × 480，像元尺

寸为 17 μm，最大数据位深是 14 位，帧频为 9 帧 /
秒，相同条件下重复性好，且应用范围广。本文所

展开的一系列讨论与研究均是以该款探测器为基

础的。

3 内部影响因素分析

3． 1 镜筒辐射温度对测试结果的影响评估

红外热像仪是通过接收被测物体表面发射的

辐射来测定其温度的。实际测量时，热像仪接收

到的有效辐射包括目标自身辐射、环境反射辐射、
大气辐射以及镜筒辐射 4 部分。在检测环境稳定

的情况下，前 3 部分所产生的辐射量基本恒定。
而镜筒辐射，随着热像仪工作时间的增长，所累积

的热量将逐渐增多，进而导致辐射增强，其对测温

结果的影响随之增大。
为了实现镜筒辐射对测温结果影响的定量分

析，在镜筒内部安装了精度为 0. 1 ℃ 的温度传感

器。通过实时读取镜筒温度以及该值所对应的热

像仪工作时间、固定温度下的面源黑体灰度，得到

如下分析结果。此外为了便于对比分析，还引入

了探测器靶面温度值( 简称为 FPA 温度) 这一概

念。
图 2 为 FPA 温度、镜筒温度与热像仪工作时

间的关系曲线，其中蓝色为 FPA 温度随时间的变

化曲线，紫色为镜筒温度随时间的变化曲线。从

图 2 可以看出，开机后的前 10 min 内，FPA 温度

与镜筒温度存在一定的差异，之后二者温度基本

趋于重合( 此差异存在时长恰与前 10 min 的测温

值具有较大波动时间相吻合，初步推测此过程与

探测器内部非均匀校正处理算法有关，此处不做

深入论证) 。

图 2 FPA、镜筒温度—时间曲线

Fig． 2 Temperatures of FPA and lens vary with tube-

time

图 3 为镜筒温度与 FPA 温度随黑体灰度变

图 3 灰度-FPA、镜筒温度曲线

Fig． 3 Gray level-temperatures of FPA and lens tube

curves

176第 4 期 张艳超，等: 非制冷热像仪内部温升对测温精度的影响修正



化图。从图 3 可以看出，与镜筒温度相比，FPA 随

黑体目标灰度变化具有更好的线性关系。且从其

他温度的大量拟合曲线得出，FPA 与黑体灰度关

系曲线具有更好的斜率一致性和更低的拟合误

差。因而，镜筒温度以及其他设备内部结构因素

的影响完全可以由 FPA 进行整体表征，不用额外

对镜筒温度进行测定和建模。
3． 2 探测器靶面温度对测试结果的影响评估

探测器吸收红外辐射后会导致靶面温度升

高，因此探测器靶面的温度将对测温结果产生一

定的影响。探测器温度对测温结果的影响是通过

探测器的响应度来体现的。根据参考文献［15］
知其响应度为:

Ｒv = Vb
ＲＲLα

( Ｒ + ＲL ) 2
1
g

1

1 + β
Ｒ － ＲL

Ｒ + ＲL

， ( 1)

式中，Vb为偏置电压，ＲL 为负载电阻，g 为探测器

的热导，α 为电阻温度系数，β 为热电参数，β =
αdT，dT 为探测器温度的增加值，Ｒ 为探测器的电

阻，与探测器的温度有关，记为 Ｒ( T) 。
由于 α、β、Ｒ ( T) 是温度的函数，故探测器温

度的变化会引起 α、β、Ｒ ( T) 的变化，进而使响应

度 Ｒv 发生改变。因此，必须对探测器靶面温度

( 即 FPA 温度) 变化所带来的影响进行修正。
根据上节数据分析结果，在本节中选取 FPA

温度的变化作为目标灰度变化的衡量指标。通过

改变探测器外部环境温度和目标温度，得到若干

组不同黑体温度下的 FPA 温度随黑体目标灰度

变化关系曲线。从得到的测试数据可以看出，在

图 4 FPA 校正前

Fig． 4 Before the correction of FPA temperature

指定的黑体温度下，FPA 与黑体目标灰度变化呈

较好的线性，其中一条曲线如图 4 所示。
通过曲线拟合和误差剔除，对该线性关系进

行反向修正，以使不同环境温度和不同工作状态

下，测得的黑体目标值保持基本恒定。图 5 为修

正后的测温曲线。由图 5 可以看出，随着 FPA 温

度的变化，修正后目标温度能够基本保持恒定。

图 5 FPA 校正后

Fig． 5 After the correction of FPA temperature

3． 3 热像仪工作累积时间对测试结果的影响

评估

热像仪在通电工作后的一段时间内，由于半

导体器件、图像探测器等受到瞬间电流的影响，以

及热像仪内部热平衡的破坏，采集到的温度数据

会经历一个短时间的温度波动。因此，应该对该

过程进行评估。
为了验证开始时间对测温结果的影响，在进

行了 FPA 修 正 后，在 黑 体 温 度 分 别 为 30、50、
80 ℃下进行了开机时间对测温结果的影响评估。
从实验结果可以看到，设备开机前 5 min，由于探

测器内部半导体器件温升调整较快，实测温度变

化( 不稳定度) 相对较大，变化范围优于 ± 1． 5 ℃ ;

设备开机 5 ～ 10 min，实测温度变化优于 ± 1 ℃ ;

开机 10 min 后，实测温度变化优于 ± 0． 5 ℃。因

此，在实际使用过程中，可选择在开机几分钟之后

再进行测试，可以进一步提高测试精度。图 6、
图 7是黑体温度为 30 ℃ 时开机时间对测温结果

的影响走势图。在黑体温度为 50 ℃与 80 ℃时，

测试结果与 30 ℃情况基本相同，限于篇幅考虑此

处不再赘述。
此外，大量的实验验证结果表明，在其他温度
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图 6 黑体温度为 30 ℃时整体温度走势

Fig． 6 Temperature trend curve when temperature of

black body is set to 30 ℃

图 7 黑体温度为 30 ℃时放大温度走势

Fig． 7 Amplified temperature trend curve when temper-
ature of black body is set to 30 ℃

下，其整体温度趋势与 30 ℃情况下基本相同。

3． 4 修正过程实现

通过上述影响因素的建模与分析结论可知，

镜筒温度以及其他设备内部结构因素的影响完全

可以由 FPA 进行整体表征，不用额外对镜筒温度

进行测定和建模。具体修正过程如下:

( 1) 在热像仪处于热平衡状态下( 即 FPA 温

度基本趋于稳定状态 T0 ) ，将黑体设置为不同温

度，进行黑体温度标定。通过拟合得到黑体灰度

值 G1与温度设定值 T1的关系曲线:

T1 = f( G1 ) ， ( 2)

( 2) 实测过程中，将 Tx 温度下的灰度实测值

Gx带入 3． 2 节的黑体灰度值 G 与 FPA 温度 T 的

拟合关系曲线，即可以反演出 FPA 温度在 T0 时，

对应的灰度值 G0 ;

( 3) 将 G1 带入式( 2 ) ，即可计算出修正后的

目标温度 T1。

4 实验结果与评价

4． 1 红外测试系统搭建

红外测温测试系统由标准面源黑体、长波非

制冷红外探测器、红外镜头、图像采集卡、主控计

算机、环境模拟箱，室内空调等部分组成。其中，

环境模拟箱是一款自研的温控箱，标定过程中可

将红外探测器置于其内部，用以控制探测器工作

环境，模拟探测器工作温度的变化。测试系统组

成示意图和实物图分别如图 8、图 9 所示。

图 8 测试系统示意图

Fig． 8 Diagram of the testing system

图 9 测试系统实物图

Fig． 9 Actual picture of the testing system

4． 2 测温性能评价

4． 2． 1 准确性

测试过程中的环境温度为 20 ℃，测试距离为
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2 m，热像仪工作状态为开机后 2 h ( 基本处理稳

定状态) ，每个黑体温度下采样数为 200。测试结

果如表 1 所示。

表 1 20 ℃至 90 ℃范围内测量结果( 单位: ℃)

Tab． 1 Measurement results in the range of 20 ℃ to 90 ℃( unit: ℃)

设定值 20． 0 25． 0 30． 0 35． 0 40． 0

均值 19． 9 25． 3 30． 0 34． 9 40． 2
最小 19． 5 25． 1 29． 8 34． 7 40． 1
最大 20． 2 25． 4 30． 3 35． 4 40． 4

设定值 45． 0 50． 0 55． 0 60． 0 65． 0

均值 44． 7 50． 2 55． 0 60． 0 64． 7

最小 44． 6 50． 1 54． 8 59． 6 64． 6

最大 44． 9 50． 2 55． 2 60． 1 64． 9

设定值 70． 0 75． 0 80． 0 85． 0 90． 0

均值 70． 1 75． 0 80． 2 85． 0 90． 2

最小 69． 9 74． 9 80． 1 84． 9 90． 1

最大 70． 2 75． 1 80． 4 85． 1 90． 3

结果显示: 实验室测试条件下，相对于绝对温

度，实测测温精度基本可控制在 ± 1 ℃ 以内。能

够满足( ± 2 ℃或 ± 2% FS 较大者) 国家标准，且

实测精度优于国家标准。

4． 2． 2 稳定性

测试条件同 4． 2． 1。由表 1 统计结果可以得

到热像仪在不同设定黑体温度下的稳定性，如

表 2所示。

表 2 20 ℃至 90 ℃范围内稳定性结果( 单位: ℃)

Tab． 2 Stabilization in the range of 20 ℃ to 90 ℃( unit: ℃)

设定值 20． 0 25． 0 30． 0 35． 0 40． 0

稳定性 ± 0． 35 ± 0． 15 ± 0． 25 ± 0． 35 ± 0． 15

设定值 45． 0 50． 0 55． 0 60． 0 65． 0

稳定性 ± 0． 15 ± 0． 05 ± 0． 2 ± 0． 25 ± 0． 15

设定值 70． 0 75． 0 80． 0 85． 0 90． 0

稳定性 ± 0． 15 ± 0． 1 ± 0． 15 ± 0． 1 ± 0． 1

结果显示: 实验室测试条件下，热像仪处于稳

定状态时，相对于实测温度，温度偏差基本可以控

制在 ± 0. 5 ℃以内，具有良好的稳定性。

5 结 论

经过大量的红外理论研究以及工程实践验证

工作，可以得到如下结论: 若要实现测温型热像仪

的准确定标，需要首先对红外图像探测器进行一

定的性能评估。其除了应具备探测器基本电子学

性能和辐射性能以外，还应考虑是否能够找出一

个红外探测器内部信息值，该值能够代表其内部

多个温升状态变化以更好地表征探测器目标灰度

随工作状态的变化规律。若存在此信息值，则可

以进一步进行红外定标和温度测量工作，若不存

在则表明该类探测器暂不具备红外测温条件或以
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目前的红外测温定标方法难以实现红外测温工

作。
本文通过多次实验验证比较发现，FPA 温度

值与目标灰度变化曲线具有更低的拟合误差、更
好的线性以及更好的重复性。因此，选用该值作

为热像仪内部的温升衡量尺度，能够更好地反映

出热像仪的热状态和对测温精度的影响情况。实

验结果表明，在实验室条件下，经过修正，非制冷

型红外热像仪测温精度可控制在 ± 1 ℃ 以内，其

稳定性可控制在 ± 0. 5 ℃以内。修正后的温度结

果基本不受内部温升的影响，有效提高了非制冷

测温型热像仪的稳定性、可重复性以及测温精度。
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